(19) DANMARK

12y PATENTANS@GNING ;DK 0734/91 A

Patentdirektoratet

(21) Patentansegning nr.: 0734/91 (51) Int.Cl.S5: G 02 B 21/00

(22) Indleveringsdag:.... 22 apr 1991 G 01 B 9/04

(24) lebedag:............ 20 okt 1989

(41) Alm. tilgengelig:.... 12 jun 1991

(62) Stamansegningsnummer:.........

(86) International ansegning nr. :.. PCT/US89/04725

(86) International indleveringsdag: 20 okt 1989

(85) Videreferselsdag: 22 apr 1991

(30) Prioritet: 21 okt 1988 US 260926

(71) Anseger: *Spiral Recherche et Developpement S.A.R.L., 3, rue des
Mardors, Couternon; 21560 Arc Sur Tille, FR

(72) oOpfinder: Thomas L. *Ferrell, 1100 Hickory Trail Drive; Knoxville:
Tennessee 37932, US
Robert J. *Warmack, 12024 Ridgeland Drive; Knoxville;
Tennessee 37932, US

‘ Rubin C. *Reddick, Route 3, BRox 315; Chandler Station Road:
Louisville; Tennessee 37932, US

(74) Fuldmegtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553,
Kebenhavn V

.

(54) Fotonskanderingsmikroskopi
(57) Sammendrag

734-91

Fremgangsmade og apparat til fotonskanderende tunnelmikroskopi
(10) til at underssge en preve (20) i et preveomré&de {21) pa
en overflade (16) med en subboslgelangdeoplesning. Fremgangsma-
' den omfatter dannelse af et narfelt (18) af fotoner ved en
overflade (16), som indeholder et proveomrade (2). Narfeltet
(18) har et areal, som er sterre end preveomradets (21) areal,
og narfeltet (18) har en eksponentielt voksende intensitet i
en retning vinkelret pAd og hen imod overfladen. Narfeltet (18)
samples med en probe (26), som modtager fotoner fra narfeltet
(18). Fotonerne tunler fra overfladen mod proben. De modtagne
fotoner detekteres, og en detektor (30) danner et udgangssig-
nal, som er proportionalt med antallet af fotoner, som modta-
ges af proben (26). Proveomradet {21) skanderes med proben
(26) i mindst en retning parallel med overfladen {(16). Under
skanderingen kan proben (26) enten holdes 1 en position med en
konstant narfelts-intensitet eller i en position med en kon-
stant afstand fra overfladen (16). Et fotonskanderende tunnel-
mikroskop til anvendelse af fremgangsmaden beskrives ligele-

des.
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